Certificado ES11/11013.12

CENTRO NACIONAL DE
MICROSCOPIA ELECTRONICA

Facultad de Ciencias Quimicas
Avda. Complutense, sin
28040 Madrid

ha sido evaluado como parte del sistema de gestion de CENTROS DE ASISTENCIA A
LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - UCM
arganizacin certificada en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

1SO 9001:2015

Para las siguientes actividades

Microscopia electronica de alta resolucion con aberracion
corregida; microscopia electronica de transmision y de barrido.

en/desde los siguientes emplazamientos
Facultad de Ciencias Quimicas: Avda. Complutense, s/n - 28040 Madrid
Vélido desde

09 de marzo de 2021 hasta 29 de diciembre de 2023.
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que

se puede acceder en http:/www.sgs.comierms_and_conditions.htm. La responsabilidad

de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de aplicacion a la prestacion de sus servicios. La autenticidad de este
documento puede ser comprobada en http:/fwww.sgs.com/en/certified-clients-and-
products/certified-client-directory. El presente documento no podra ser alterado ni

modificado, ni en su contenido ni ea su apariencia. En caso de modificacion def misma,
SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus
legitimos intereses.
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CENTRO NACIONAL DE
MICROSCOPIA ELECTRONICA

Facultad de Ciencias Quimicas
Avda. Complutense, s/n
28040 Madrid

has been assessed as part of the management system of CENTROS DE ASISTENCIA A
LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - UCM
certified organization as meeting the requirements of

1ISO 9001:2015

For the following activities

Aberration Corrected High Resolution Electron Microscopy;
Scanning and Transmission Electron Microscopy.

in / from the following sites
Facultad de Ciencias Quimicas: Avda. Complutense, s/n — 28040 Madrid

Valid from
9 March 2021 until 29 December 2023.
Issue 3.
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This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification
Services ible at www.sgs.co _and_conditions.htm. Attention is drawn to the
of liability, i ification and jurisdictional issues ished therein. The
authenticity of this document may be verified at hitp:/fwww.sgs.conven/certified-clients-
and-products/certified-client-directory. Any unauthorized alteration, forgery or falsification
of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be
prosecuted to the fullest extent of the law.






